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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Verfahren zum Erfassen der Oberflacheneigenschaften von Werkstiicken 

Ein erfindungsgema&es Verfahren zum Erfassen der 
Oberflacheneigenschaften von Werkstiicken (3) durch 
Messen der gerichteten Reflexion auftreffender Strahlen 
(2) ist dadurch gekennzeichnet, da& zur Erhohung des 
Glanzgrades vor dem MeBvorgang auf der Werkstuck- 
oberflache eine glanzende Beschichtung (9) aufgebracht 
und nach dem MeGvorgang wieder entfernt wird. Damit 
lassen sich auch bei Werkstuckoberflachen miteinem an 
sichnurgeringen Glanzgradzuverlassige Meliergebnisse 
erzielen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Erfas- 
sen der Oberflacheneigenschaften von Werkstiicken durch 
Messen der gerichteten Reflexion auftreffender Strahlen. 5 

Die Struktur von Oberflachen kann mit Geraten erfafit 
werden, die ermitteln, unter welchem Winkel sichtbares 
Licht, insbesondere Laserlicht, das auf die Oberflache 
strahlt, reflekliert wird Je groBer z. B. dieser Winkel streut, 
desto welliger ist die Oberflache. 10 

Die Messung dieser gerichteten Reflexion wird im allge- 
meinen Sprachgebrauch als "Strukturmessung" bezeichnet; 
die entsprechenden Gerate sind unter der Bezeichnung "Re- 
flektometer" in Gebrauch. Handhabung solcher Gerate und 
weitere Hintergrundinformationen gehen u. a. aus entspre- 15 
chenden Betriebsanleitungen von im Handel befindlichen 
Geraten aus, vgl. beispielsweise Betriebsanleitung zum 
MeBgerat "Wave-Scan-Plus" von BYK-Gardner GmbH, 
DE. 

Damit dieses MeB verfahren, das u. a. bei Automobilher- 20 
stellem zur Lackoberflachenstnikturbestimmung eingesetzt 
wird, zu aussagekraftigen Ergebnissen fuhrt, niuB die Ober- 
flache einen Glanzgrad von mindestens 85% aufweisen. Der 
Glanzgrad der Grundierung, des Fullers und des Basislak- 
kes, also der ersten Beschichtungeh einer Anzahl von Ober- 25 
flachenbeschichtungen fur Kraftfahrzeugkarosserien, erfiil- 
len dieses Kriteriurn nicht, inbesondere dann, wenn der Ba- 
sislack ein sogenannter "Wasserlack" ist. Dabei ware aber 
wichtig, die Entwicklung der Oberfl achenqualitat bereits in 
einer friihen Stufe des Beschichtungsprozesses zu ermitteln, 30 
um entsprechende MaBnahmen zur Optimierung ergreifen 
zu konnen. 

Von daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, das 
Verfahren zum Erfassen der Oberflacheneigenschaften von 
Werkstiicken gemaB OberbegrifF des Patentanspruches 1 so 35 
zu verbessern, daB auch bei Oberflachen mit einem wesent- 
lich geringeren Glanzgrad zuverlassige MeBergebnisse er- 
zielbar sind. 

ErfindungsgemaB wird dies durch eine Verfahrensweise 
gemaB dem Kennzeichen des Patentanspruches 1 erreicht. 40 

Durch das erfindungsgemaBe vorherige Aufbringen einer 
glanzenden Folie oder dergleichen, insbesondere eines Kle- 
befilmes, kann das MeBverfahren sehr fruhzeitig eingesetzt 
bzw. auch bei solchen Oberflachen verwendet werden, bei 
denen dies mangels Vorliegens eines entsprechenden Glanz- 45 
grades bisher nicht moglich war. Bereits durchgefuhrte Ver- 
suche haben ergeben, daB bei Verwenden eines Klebebandes 
mit einer sehr geringen Eigenstruktur und einer Schicht- 
dicke < 50 um besonders gute Ergebnisse zu erzielen sind. 
Das Klebeband der Firma Nitto-Deutschland GmbH, Ratin- 50 
gen, mit der Produktbezeichnung 3 IB erwies sich als beson- 
ders geeignet 

Zwar ist es im Stand der Technik bereits bekannt 
(DE4006420A1, DE40 19 066 Al), fur Vorrichtungen 
zum optischen Erfassen von Fremdkorpern oder eines Bela- 55 
ges auf einer Scheibe transparente Folien einzusetzen, die 
zwischen einer Sensorik und der Scheibenoberflache ange- 
ordnet sind, Anregungen fiir die vorliegende Erfindung sind 
aus diesem Stand der Technik aber nicht ableitbar. 

Die Erfindung ist nachstehend weiter erlautert, wobei die 60 
zugehorigen Fig. la und lb zum besseren Verstandnis her- 
anzuziehen sind. 

GemaB Fig. la beleuchtet eine Laserpunktlichtquelle 1 
bzw. deren Laserstrahl 2 eine Oberflachenstruktur eines 
Werkstuckes 3 bezogen auf die Werkstiickebene 10 unter ei- 65 
nem Winkel y, beispielsweise 30°, bzw. Winkel al, bei- 
spielsweise 60°. Ausgehend von einer Normalen 4 (Winkel 
Pi) befindet sich unter dem gleichen Winkel al auf der zur 



Laser-Punktlichtquelle 1 gegenuberliegenden Seite ein De- 
tektor 5, der den reflektierten Laserstrahl 6 aufnirnmt, Dem 
Detektor 5 ist eine Blende 7 vorgeschaltet, so daB es dem re- 
flektierenden Laserstrahl 6 nur bei relativ geringer Abwei- 
chung (Streubereich 8) des Reflexionswinkels al moglich 
ist, auf den Detektor 5 zu treffen. 

Das MeBgerat zum Erfassen der Oberflachenstruktur des 
Werkstuckes 3 wird fur den MeBvorgang iiber eine gewisse 
Strecke entlang dieser Oberflache bewegt und von Punkt zu 
Punkt die Reflexion gemessen. Je nach Ausrichtung der 
Oberflachennormalen 4 (£1, J$2) und Reflexions winkel (al, 
a2) des betrachteten Strukturelementes tritt eine hohe (Fig. 
la) oder niedrige (Fig. lb) Lichtmenge in den Detektor 5. 
Man erhalt so ein Profil der reflektierten Lichtintensitat und 
damit ein MaB fur die Oberflachenstruktur des Werkstuckes 
3. 

Um auch bei Werkstiickoberflachen mit relativ geringem 
Glanzgrad ein brauchbares MeBergebnis zu erzielen, wird 
vor dem MeBvorgang auf die Werkstuckoberflache eine 
glanzende Klebefolie 9 aufgebracht. Denkbar ware auch die 
Verwendung eines aufstreichbaren oder in sonstiger Weise 
aufbringbaren Klebefilmes, der nach dem MeBvorgang als 
Folie wieder abgezogen werden kann. Beim Auftragen muB 
darauf geachtet werden, daB die Werkstuckoberflache staub- 
frei ist, weil alle Partikel unter dem Klebefilm bzw. der Kle- 
befolie 9 den Struktureindruck und damit das MeBergebnis 
verfalschen konnen. Auch ist der EinschluB von Gasblas- 
chen zu vermeiden. Zum Auftragen eines Klebefilmes haben 
sich in praktischen Versuchen Spachteln aus weichem 
Kunststoft bewahrt. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren kann auch zur Einschat- 
zung der Verlaufseigenschaften (Eigenstruktur) von Be- 
schichtungsstoffen (z. B. Lacke) eingesetzt werden. Dazu 
kann beispielsweise der Beschichtungsstoff auf ein poliertes 
Blech appliziert und nach Aufbringen des Klebefilmes bzw. 
der Klebefolie 9 untersucht werden. 

Der Vorteil der Applikation des Lackes auf ein poliertes 
Blech ist, daB so die Struktur der Oberflache ermittelt wer- 
den kann, die von dem Material alleine erzeugt wird. Po- 
lierte Bleche haben praktisch keine Oberflachenstruktur; sie 
sind eben wie ein Spiegel. Die nach dem Lackauftrag ge- 
messene Struktur stammt zweifelsfrei vom aufgetragenen 
Material. Bei Messungen auf vorher bereits beschichteten 
Teilen uberlagert sich die Ausgangsstruktur mit der vom 
neuen Material erzeugten Struktur so, daB eine Aussage 
liber Eigenstrukturen von Materialien nicht getroffen wer- 
den kann. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Erfassen der Oberflacheneigen- 
schaften von Werkstiicken durch Messen der gerichte- 
ten Reflexion auftreffender Strahlen, dadurcb gekenn- 
zeichnet, daB zur Erhohung des Glanzgrades vor dem 
MeBvorgang auf die Werkstuckoberflache eine glan- 
zende Beschichtung (9) aufgebracht und nach dem 
MeBvorgang wieder entfernt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
die Verwendung einer Klebefolie (9). 

3. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
die Verwendung eines aufstreichbaren Klebefilmes. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
die Verwendung einer Beschichtung (9) mit geringer 
Eigenstruktur. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
die Verwendung einer Beschichtung (9) mit einer 
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Schichtdicke < 50 pm. 
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